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69 Ueberwachung von elektrischen Parametern und deren Einstellung bei einem Einbruchmelder.

@ Die Uberwachung von Einbruchsmeldern erfolgt .

durch eine Vorrichtung, die im Melder angeordnet ist. i — .
Diese Vorrichtung sorgt dafiir, dass bei der Installation - "
und wihrend des Betriebes des Melders seine elektrischen 4 ,,i a pd o
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PATENTANSPRUCHE

1. Vorrichtung zum Testen der Ansprechbarkeit eines Intru-
sionsmelders auf umgebungsbedingte und melderspezifische
Nutz- und Stérsignale und zum Lokalisieren der vom Nominal-
wert abgewichenen elektrischen Parameter, gekennzeichnet
durch:

einen Generator (90) zum Erzeugen von Testsignalen;

eine erste Schalteranordnung (96) zum wahlweisen Anlegen
der Testsignale an die gewiinschten Einspeisepunkte (51), (52)
der elektronischen Auswerteschaltung (5) des Melders;

eine zweite Schalteranordnung (97) zum wahlweisen Aus-
koppeln der durch die Testsignale erzeugten Ergebnissignale;

eine logische Steuereinheit (8), die die Ergebnissignale mit
den richtigen Signalen vergleicht und bei Auftreten eines Feh-
lers des Ergebnissignals den Fehlerort in einer Anzeigeeinrich-
tung (102) anzeigt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens zwei Testsignale vor und nach einem Schal-
tungsteil (53) mit verdnderbaren Parametern iiber die erste
Schalteranordnung (96) eingespeist wird und die Logikschal-
tung (8) an mindestens zwei Ergebnissignalen die fiir den Be-
trieb des Melders massgeblichen Parametereinstellung be-
stimmt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass ein aktiver Intrusionsmelder einen Generator (94) zur Er-
zeugung der fiir den Sender (4) des Melders vorgesehenen Sen-
defrequenz (f,) enthilt, und diese Sendefrequenz die Testsignale
des Generators (90) moduliert, wobei die modulierten Testsi-
gnale iiber die erste Schalteranordnung (96) in die Einspeise-
punkte (51), (52) der Auswerteschaltung (5) gelangen und als
Ergebnissignale tiber die zweite Schalteranordnung (97) in die
logische Steuereinheit (8) gegeben werden.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass ein passiver Intrusionsmelder einen Generator (90) zur Er-
zeugung der Testsignale enthélt, welche iiber die erste Schalter-
anordnung (96) in die Einspeisepunkte (51), (52) der Auswerte-
schaltung (5) gelangen und als Ergebnissignale iiber die zweite
Schalteranordnung (97) in die logische Steuereinheit (8) gegeben
werden.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass ein passiver Intrusionsmelder einen Generator zur Erzeu-
gung einer Mittenfrequenz (f,) enthélt und diese Frequenz die
Testsignale des Generators (90) moduliert, wobei die modulier-
ten Testsignale iiber die erste Schalteranordnung (96) in die
Einspeisepunkte (51), (52) der Auswerteschaltung (5) gelangen
und als Ergebnissignale iiber die zweite Schalteranordnung (97)
in die logische Steuereinheit (8) gegeben werden.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Generator (90) seine Testsignale in
Form von Dreieck-, Rechteck-, Sdgezahn-, Trapez-Pulsen oder
als Sinusschwingungen erzeugt.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die logische Steuereinheit (8) nach einer bestimmten Be-
triebszeit (t,) des Melders periodisch eine Testzeit (t;) von be-
stimmter Dauer durchfiihrt, wobei der Generator (90) nur wih-
rend eines Teiles (tr) der Testzeit (t;) seine Testsignale {iber die
erste Schalteranordnung (96) an die gewihlten Einspeisepunkte
(51), (52) der Auswerteschaltung (5) gibt, und die logische Steu-
ereinheit (8) nur zu einer Zeit (tm) die Ergebnissignale von aus-
gewdhlten Entkoppelpunkten der Auswerteschaltung (5) iiber
die zweite Schalteranordnung (97) empfingt.

BESCHREIBUNG
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Testen der An-
sprechbarkeit eines Intrusionsmelders auf umgebungsbedingte
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und melderspezifische Nutz- und Storsignale und zum Lokali-
sieren der vom Nominalwert abgewichenen elektrischen Para-
meter. \

Bekanntlich werden zur Uberwachung von Objekten, wie
z.B. Fabrik-, Verwaltungs-, Lager-, Ausstellungsgebidude, Ein-
kaufszentren, Banken, Areale, Abstellplitze, Flughifen usw.
Systeme verwendet, die das unbefugte Eindringen von Personen
detektieren und den Einbruchalarm an den fiir den Schutz die-
ser Objekte zustidndigen Personenkreis, wie z.B. Sicherheitsor-
gane oder Polizei weiterleiten. Die Uberwachungssysteme beste-
hen aus einer Vielzahl von Intrusionsmeldern, die iiber das
grossflachige Objekt verteilt und an einer Zentrale oder mehre-
ren Unterzentralen angeschlossen sind, welche nach Ansprechen
des Melders den Alarm erzeugen und an den Objektschutz wei-
terleiten. Die Einbruchmelder sind als Infrarot-, Ultraschall-,
Mikrowellen-, Schall-, Erschiitterungsmelder sowie als kapaziti-
ve Melder ausgebildet. Diesen Meldern ist gemeinsam, dass sie
auf umgebungsbedingte oder melderspezifische Signale anspre-
chen. Einbruchspezifische Signale, wie z.B. Bewegung von Per-
sonen, Gerdusche von Glasbruch oder von mechanischer Ein-
wirkung auf Winde und Gegenstéiinde, erzeugen im Melder
einen elektrischen Signalpegel, der je nach Distanz des Melders
vom Ereignis bzw. Geschehen die Alarmschwelle ganz oder nur
teilweise erreicht. Beabsichtigt ist, dass mindestens der Melder
anspricht, der dem Ereignis bzw. Geschehen am néchsten ist.
Ein Alarm wird nur bei Uberschreiten einer bestimmten Pegel-
schwelle erzeugt. Die Melder sprechen auch auf St6rsignale an.
Umgebungsbedingte St6rsignale sind z.B. Gerdusche, Lufttur-
bulenzen, Temperaturschwankungen usw. Melderspezifische
Storsignale sind z.B. Sensorrauschen usw. Wenn die St6rsignale
einen gewissen Pegel erreichen, wird die Gefahr der Fehlalarme
anwachsen.

Ferner kdnnen Fehlalarme auftreten, wenn Teile des Mel-
ders durch Alterung, unzuldssige Umwelteinfliisse, z.B. Betau-
ung, Vibration, Sabotageeinwirkungen usw. von ihren Nomi-
nalwerten abweichen. Diese Fehlalarme konnen eine direkte
Folge dieser Abweichungen sein. Ferner konnen umgebungsbe-
dingte Storsignale, die normalerweise unterdriickt werden, bei
einer Parameterabweichung in gewissen Baugruppen Fehlalar-
me auslosen.

In der US-Patentschrift 3 383 678 (J.L. Palmer) ist ein Be-
wegungsmelder beschrieben, der nach dem Doppler-Prinzip ar-
beitet. In dieser Patentschrift ist auch eine Funktionskontrolle
der elektrischen Teile des Melders beschrieben. Diese Funk-
tionskontrolle wird in der Weise durchgefiihrt, dass ein Teil der
Sendeenergie vor der Antenne ausgekoppelt und iiber einen
«Motion-Simulator» am Ausgang der Empfangsantenne einge-
spiesen wird. Die Aufgabe des Motion-Simulators ist, die Bewe-
gung eines Einbrechers zu simulieren und damit die Funktion
des elektrischen Teiles des Melders bei einem Einbruchsignal zu
priifen. Bei dieser Priifung der Funktionstiichtigkeit des Mel-
ders kann jedoch nicht festgestellt werden, inwieweit die einzel-
nen Teile des Melders von ihren Normalwerten abgewichen
sind. Durch diesen Test ist nur das Verhalten des Melders auf
Bewegungseinfliisse festgestellt worden. Das Verhalten der Mel-
der bei Storungen ist hiermit noch nicht gepriift. Letzteres be-
deutet eine erhdhte Melderbereitschaft zu Fehlalarmen. Als wei-
terer Nachteil ist anzumerken, dass die beschriebene Priifung
keine Eingrenzung des Fehlers innerhalb der elektrischen Schal-
tung zuldsst. Die beschriebene Priifung ist eine reine Funktions-
priifung, die nur wahrend des Betriebs des Melders durchge-
fiihrt werden kann.

Die Erfindung hat die Aufgabe, die erwdhnten Nachteile der
Priifung des bekannten Melders zu beseitigen und dartiber hin-
aus eine Einstellung der verdnderlichen Parameter zu iiberprii-
fen, z.B. Empfindlichkeit, Integrationszeit, Bandpass, Schwell-
werte usw., die vor der Inbetriebnahme des Melders an seinem
Ort und unter Beriicksichtigung der zu {iberwachenden Umge-



bung einzustellen sind. Gleichzeitig soll die Erfindung es ermog-
lichen, Parameterabweichungen schon zu erkennen bevor diese
zu einem zwangsldufigen Fehlalarm oder zu einer Nichtdetek-
tion eines Einbruches fiihren. Auf diese Weise sollen Fehlfunk-
tionen des Melders mittels einer Friihdiagnose vermieden wer-
den. Ausserdem soll die Friihdiagnose den Fehlerort innerhalb
der elektronischen Schaltung des Melders angeben.

Diese Aufgabe der Erfindung wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelost.

Die Erfindung bezieht sich auf aktive ‘Melder, wie Ultra-
schall-, Mikrowellen- und kapazitive Melder und auf passive
Melder, wie Infrarot-, Schall- und Erschiitterungsmelder.

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung werden anhand der
Zeichnungen niher erldutert. Es zeigen:

Fig. 1 das erfindungsgemisse Prinzip der Uberwachung der
elektrischen Parameter bei einem Einbruchmelder;

Fig. 2 in graphischer Darstellung den zeitlichen Ablauf der
Uberwachungstests wahrend der Betriebsdauer des Melders;

Fig. 3 in graphischer Form das Frequenz-Spektrum, das
durch eine besonders einfache Testimpulsform erzeugt wird;

Fig. 4 ein Zeitdiagramm einer Testfunktion; .

Fig. 5 das zur Testfunktion der Fig. 4 gehdrende Spektrum
fiir den Fall, dass tf > tp;

Fig. 6 das zur Testfunktion der Fig. 4 gehdrende Spektrum
fiir den Fall, dass tf nur einige wenige Perioden von tp umfasst;

Fig. 7 zeigt einen Melder, bei dem die Tests bei der Installa-
tion und wihrend der Betriebszeit durchgefiihrt werden.

Die Fig. 1 z eigt einen Einbruchmelder in schematischer
Darstellung. Ein Sensor 1 empféngt aus dem zu iiberwachenden
Raum 2 oder vom zu iiberwachenden Objekt bzw. vom Einbre-
cher 3 Signale und wandelt diese in der Auswerteschaltung § in
elektrische Signale um. Solche elektronischen Auswerteschal-
tungen sind allgemein bekannt. Daher wird die Auswerteschal-
tung 5 im Zusammenhang mit der Fig. 1 nicht ndher beschrie-
ben. Eine solche Auswerteschaltung erzeugt an ihrem Ausgang
ein Alarmsignal 7, wenn die vom Empfénger 1 empfangenen Si-
gnale auf Einbruchsaktivitdten hinweisen. Anhand der Fig. 1
soll nun dargelelgt werden, dass die Erfindung, ndmlich die
Uberwachung von elektrischen Parametern an verschiedenen
Orten der Auswerteschaltung 5, sowohl fiir aktive als auch pas-
sive Melder verwendet werden kann. Wie bereits erwdhnt wer-
den als aktive Intrusionsmelder Ultraschall-, Mikrowellen- und
kapazitive Melder bezeichnet. Diese Melder haben sowoh! einen
Sender als auch Empfinger. Die passiven Intrusionsmelder, die
nur einen Empfénger besitzen, sind als Infrarot-, Schall- und
Erschiitterungsmelder ausgebildet.

Die Fig. 1 zeigt einen gestrichelt gezeichneten Teil, der nur
fiir einen aktiven Intrusionsmelder notwendig ist, der im fol-
genden zusammen mit der Erfindung niher beschrieben wird.
Die Logik-Steuerschaltung 8 steuert iiber die Leitungen die
Schalter 91, 92, 93 in die gezeichneten Stellungen. Der Genera-
tor 94 kann nun seine Sendefrequenz f, liber die geschlossenen
Schalter 93, 91 auf den Sender 4 geben, der diese Sendefre-
quenz in den zu liberwachenden Raum 2 abstrahlt. Die durch
die iiberwachenden Objekte 3 reflektierten Strahlen werden
vom Empfinger 1 empfangen und in der nachfolgenden Aus-
werteschaltung 5 verarbeitet.

Wenn nun der Melder bei seiner Installation an die fiir den
Raum 2 charakteristischen Eigentlimlichkeiten angepasst wer-
den soll, so geschieht dies durch Einstellen der entsprechenden
Parameter in der Auswerteschaltung 5. Das wird nun néher er-
klart. Uber Leitung 81 steuert die Logikschaltung 8 den Schal-
ter 91, so dass der Sender 4 vom Generator 94 getrennt ist. Die
Logikschaltung 8 steuert den Schalter 92 liber Leitung 82 in der
Weise, dass der Generator 90 {iber die Mischstufe 95 am Multi-
plex-Schalter 96 angeschlossen ist. In der Mischstufe 95 wird
die Testfrequenz fy des Testgenerators 90 mit der Sendefre-
quenz f, des Generators 94 moduliert. Diese modulierten Test-
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signale werden nun an den verschiedenen Orten der Auswerte-
schaltung 5 nach einem bestimmten Programm, welches in der
Logik-Steuerschaltung 8 gespeichert ist, eingespeist. Die Logik-
Steuerschaltung 8 steuert liber die Leitung 84 die entsprechen-
den Schalter so, dass sie geschlossen sind. Von den Einspeise-
stellen sind in der Fig. 1 nur die beiden Einspeisungen 51, 52
gezeigt. Zum Beispiel soll mit dem Stromkreis 53 die Empfind-
lichkeit des Melders fiir den betreffenden Raum 2 optimal ein-
gestellt werden. Zu diesem Zweck folgt zuerst die Einspeisung
der modulierten Testsignale, wie sie z.B. in den Fig. 3, 5 und 6
gezeigt sind, zuerst an der Stelle 51. In diesem Zusammenhang
sei noch darauf hingewiesen, dass die Logik-Steuerschaltung 8
iiber Leitung 85 die Schalter 97 so gesteuert hat, dass am Ende
der Auswerteschaltung 5 die Signale empfangen werden kénnen
und iiber die Leitungen 98 in die Logik-Steuerschaltung 8 ge-
langen. Dort werden sie mit den gespeicherten Wellenziigen der
wichtigen Ergebnis-Signale verglichen. Wenn keine Uberein-
stimmung vorliegt, so wird dies in der Schaltung 8 angezeigt.
Der Stromkreis 53 wird nun so lange durch das Service-Perso-
nal eingestellt, bis die Schaltung 8 eine optimale Ubereinstim-
mung zwischen den Ergebnis-Signalen und den gespeicherten
SOLL-Wellenziigen vorhanden ist. Die Einspeisung der Ergeb-
nis-Signale an der Stelle 52 der Auswerteschaltung 5 ist notwen-
dig, um im Betrieb die nach dem Stromkreis 53 liegenden Teile
der Auswerteschaltung unabhéngig vom Wert des einstellbaren
Parameters im Stromkreis 53 zu priifen.

Im folgenden wird nun angenommen, dass der Melder der
Fig. 1 ein passiver Melder ist, der bekanntlich keinen Sender 4
sondern nur den Empfénger 1 enthélt. Die gestrichelt gezeich-
neten Steuerleitungen 81, 83 sowie die Bauteile 4, 91, 93, 94, 95
sind nicht vorhanden. Wenn nun bei der Installation des passi-
ven Melders der Test durchgefiihrt werden soll, so steuert die
Logik-Steuerschaltung 8 iiber Leitung 82 den Schalter 92 so,
dass der Test-Generator 90 seine Testsignale iiber den geschlos-
senen Schalter 92 und die strichpunktierte Leitung 99 auf den
Multiplex-Schalter 96 und an die Einspeisestelle 51 gibt. Die op-
timale Einstellung der Empfindlichkeit des Melders an den zu
iiberwachenden Raum 2 mit seinen Eigentiimlichkeiten folgt
nun in gleicher Weise wie es bereits im Zusammenhang mit dem
aktiven Melder besprochen worden ist. Der Vollstidndigkeit hal-
ber wird jedoch darauf hingewiesen, dass in diesem Fall die .
Testsignale nicht mit der Sendefrequenz f, moduliert werden,
da der passive Melder bekanntlich keinen Sender hat. Fiir ge-
wisse Schaltungsteile, insbesondere bandpassartige Anordnun-
gen, kann es jedoch zweckmadssig sein, trotzdem eine Modula-
tion durchzufiihren, wobei anstelle der Sendefrequenz f, die
entsprechende Mittenfrequenz tritt.

Der Melder der Fig. 1 wird auch wéhrend seiner Betriebszeit
in bestimmten zeitlichen Intervallen auf die Richtigkeit der elek-
trischen Parameter seiner Auswerteschaltung 5 liberpriift bzw.
getestet. Die elektrischen Parameter der Auswerteschaltung 5
sind. z.B. Verstdrkungsfaktor, Mittenfrequenz, Zeitkonstante,
Bandpassbreite, Schwellwerte, Empfindlichkeit usw.

Die Fig. 2 zeigt den zeitlichen Ablauf der Tests bzw. Prii-
fungen wihrend dieser Betriebsdauer. Es sei nun angenommen,
dass in einem Zeitintervall t, = 10 s bis 100 s periodisch die
Testzeit t; von ungefdhr 100 bis 1000 ms vorgesehen ist. Die ei-
gentlichen Tests kdnnen sequentuell ablaufen, dann werden in-
nerhalb dieser Testzeit t; wihrend denzeiten t; von ca. 40 bis
400 ms die Testsignale des Testgenerators 90 an die entspre-
chenden Stellen der Auswerteschaltung 5 eingespeist. Ist nur ein
Testpunkt vorgesehen oder falls die Einspeisung an mehreren
Testpunkten parallel erfolgt, so liegt nur eine Zeit t; vor, wie es
die rechte Seite der Fig. 2 zeigt. Diese Zeit t; ist so gewéhlt,
dass Storungen, die durch irgendwelche Schaltzusténde elektro-
nischer Bauteile entstehen, die Testsignale nicht beeinflussen
konnen. Wihrend der sogenannten Testfreigabezeit tn, die ge-
geniiber der zeit t; versetzt ist, folgt die Erfassung und Auswer-
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tung der Ergebnis-Signale {iber die Leitungen 98 und Multiplex-
Schalter 97 in der Logikschaltung 8. Die in der Fig. 2 angegebe-
nen Zeiten gelten nur fiir das beschriebene Ausfithrungsbeispiel
bei einem aktiven bzw. passiven Intrusionsmelder. Selbstver-
stindlich konnen diese Zeiten verldngert bzw. verkiirzt werden.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Logikschaltung 8 der
Fig. 1, die in der Fig. 2 angegebenen Zeiten steuert.

Die Fig. 3 zeigt ein Frequenzspektrum, das durch die beson-
ders einfache Testimpulsform eines einzelnen Rechteckimpulses
durch den Testgenerator 90 erzeugt wird. Eine allfillige Modu-
lation mit der Sendefrequenz f, bewirkt lediglich eine Verschie-
bung des Nullpunktes (0) auf die Sendefrequenz f,. Dies ist in
der Fig. 3 symbolisch angedeutet.

In der Fig. 4 ist eine Reihe von Impulsen auf der Zeit-Ab-
szisse t aufgetragen. Der Testgenerator 90 der Fig. 1 erzeugt
diese Impulse, welche in der Zeit tf von z.B. 40 ms durch die
Schalter 92 und 96 an die gewiinschten Punkte der Auswerte-
schaltung 5 angelegt werden. In der Fig. 4 hat jeder Impuls eine
zeitliche Dauer tp.

Die Fig. 5 und 6 zeigen Frequenzspektren, welche aus der
Impulsreihe der Fig. 4 dann entstehen, wenn das zeitliche Ver-
héltnis der Pulsbreite t, zur Zeit t; der gesamten Impulsreihe
verandert wird. Die verschiedenen Frequenzspektren werden fiir
bestimmte Tests bei speziellen elektronischen Bauteilen der
Auswerteschaltung 5 verwendet. Dies wird spéter im Zusam-
menhang mit der Fig. 7 ndher beschrieben. Die Fig. 5 zeigt ein
Frequenzspektrum in dem Fall, dass t; > t; ist. Der Nullpunkt
(0) dieses auf der Frequenz-Abszisse f dargestellten Spektrums
wird auf die Sendefrequenz f, verschoben, wenn es sich um den
Test eines aktiven Melders (mit Sender 4) handelt. Die Form
des in der Fig. 5 gezeigten Spektrums wird fiir eine punktselek-
tive Messung von elektrischen Parametern in der Auswerte-
schaltung 5 verwendet.

Das in der Fig. 6 gezeigte Frequenzspektrum, welches auf
der Frequenz-Abszisse f aufgetragen ist, ergibt sich, wenn der
Impulszug der Fig. 4, welcher bekanntlich durch den Testgene-
rator 90 erzeugt wird, so gedndert wird, dass die Zeit t; nur
einige wenige Perioden der Impulszeit t, umfasst. Da diese
Funktion sowohl fiir einen passiven Melder (ohne Sender und
Sendefrequenz), als auch fiir einen aktiven Melder (mit Sender
4 und Sendefrequenz fo) gilt, sind diese beiden Werte an der
Abszisse f eingetragen. Die in der Fig. 6 gezeigte Form des Fre-
quenzspektrums eignet sich fiir die integrale Priifung von selek-
tiven Stromkreisen der Auswerteschaltung 5. Hierbei ist beson-
ders an Bandpassfilter gedacht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Testgenera-
tor 90 der Fig. | durch Verdnderungen reiner Pulsziige Fre-
quenzspektren aller mdglichen Art erzeugen kann, die fiir spe-
zielle Priifungszwecke bestimmter Stromkreise in der Auswerte-
schaltung 5 niitzlich sind.

Die Fig. 7 zeigt ein Ausflihrungsbeispiel fiir einen Ultra-
schallmelder. Die Auswerteschaltung 5 besteht aus einem Ver-
starker 54, einem Potentiometer 53, einem Modulator, Band-
passen 56 und Integratoren 57, Komparatoren 58 sowie Spei-
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cher 59 mit anschliessendem UND-Gatter 60. Das UND-Gatter
60 erzeugt dann Alarm, wenn bei beiden Zweigen der Elemente
56, 57, 58, 59 Ausgangssignale zur gleichen Zeit vorhanden
sind. Da die Auswerteschaltung 5 nicht Gegenstand der Erfin-
dung ist, wird sie auch nicht ndher beschrieben.

Der aktive Ultraschall-Melder der Fig. 7 hat auch einen Sen-
der 4, der mit der Sendefrequenz f, vom Generator 94 iiber die
geschlossenen Schalter 93, 91 versorgt wird. Die Sendefrequenz
f, wird {iber Leitung 61 auf den Modulator 55 gegeben, in wel-
chem diese Sendefrequenz die Empfangsfrequenz vom Empfén-
ger 1 mit der Sendefrequenz demoduliert. Wahrend des Betriebs
sind die Multiplex-Schalter 96, 97 sowie der Schalter 92 im ge-
6ffneten Zustand, wie die Fig. 7 zeigt. Die Logik-Steuerschal-
tung besteht im Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 7 aus einem Mi-
kroprozessor 86, der iiber Leitungen 81, 82, 83, 84, 85 die
Schalter 91, 92, 93, 96, 97 steuert. Ferner empféngt der Mikro-
prozessor 86 die Ergebnis-Signale iiber einen Analog/Digital-
Umwandler 87 und wertet diese Ergebnis-Signale aus. Zum Bei-
spiel stellt er einen Vergleich zwischen der Form dieser Ergeb-
nis-Signale und den gewiinschten Wellenziigen fiir die verschie-
denen Priif- bzw. Testpunkte der Auswerteschaltung fest.

Im folgenden wird zuerst der sogenannte Installationstest
und dann der periodisch wiederkehrende Betriebstest erl%iutert.

Wenn der Melder an den Ort installiert wird, dessen Raum 2
er zu iiberwachen hat, so muss seine Ansprechbarkeit fiir den
zu {iberwachenden Raum optimal eingestellt werden kénnen.
Dies erfolgt dadurch, dass der Mikroprozessor 86 iiber Leitung
81 den Schalter 91 in die nicht gezeichnete Stellung bringt, so
dass der Modulator 95 mit dem Eingang des Multiplex-Schal-
ters 96 verbunden ist. Ferner wird iiber Steuerleitung 82 der
Schalter 92 in die nicht gezeichnete Stellung gebracht, so dass
der Test-Generator 90 seine Testfunktion der Fig. 4 auf den
Modulator 95 bringen kann. Wenn nun das Programm im Mi-
kroprozessor 86 vorschreibt, dass die Testsignale des Genera-
tors 90 mit der Sendefrequenz f, des Generators 94 moduliert
werden soll, so bleibt der Schalter 93 in der gezeichneten, ge-
schlossenen Position. Im Modulator 95 findet die Modulation
statt. Wenn das Programm im Mikroprozessor 86 vorschreibt,
dass keine Modulation gemacht werden soll, so wird iiber Steu-
erleitung 83 der Schalter 93 getdffnet. In diesem Fall gelangen
die reinen Testsignale des Generators 90 liber den Modulator 95
auf den Multiplex-Schalter 96. Der Mikroprozessor 86 stellt
entsprechend seinem Programm iiber Steuerleitung 84 die ein-
zelnen Schaltelemente des Multiplex-Schalters 96 ein. Die Er-
gebnis-Signale werden z.B. hinter den Integratoren 57 entnom-
men und iiber die Leitungen 98 auf den Multiplex-Schalter 97
gegeben. Da diese Sigale analog sind, werden sie im nachfol-
genden Analog/Digital-Umwandler 87 umgewandelt und als Di-
gitalwerte in den Mikroprozessor 86 gegeben, der die Ergebnis-
Signale mit den SOLL-Wellenziigen vergleicht. Wie bereits im
Zusammenhang mit den Fig. 3, 4, 5, 6 gesagt, konnen fiir die
Priifung der verschiedensten Bauteile, die giinstigsten Frequenz-
spektren als Testsignale benutzt werden.
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